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１．概要（Summary） 

分子薄膜の電気特性における分子薄膜の膜厚依存性

は、キャリアの生成領域や大気曝露が影響を及ぼす領域

を検討する上で重要な知見を与える。本実験では、作成

した分子薄膜の相対的な膜厚や結晶中の密度から見積

もられる膜厚ではなく、実寸値を得るため、基板上に蒸着

した分子膜の膜厚測定をアルバック社製 Dektak150 を

用いて行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

段差計 アルバック社製 Dektak150 
【実験方法】 

高真空装置内でガラス基板または Si 基板上に蒸着し

た分子薄膜の膜厚について、上述の装置を用いて大気

下室温において膜厚測定を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 A thickness profile of a molecular thin film 
grown on a glass substrate. 
 
 Fig. 1 にガラス基板上に蒸着した分子薄膜の膜厚測定

の結果を示す。横軸は、ガラス基板から分子膜へと走査し

た距離であり、0～100µm の領域がベアなガラス基板、

100～200µm の領域に境界があり、200µm 以降が分子

膜の領域である。縦軸は基板に対して垂直方向の高さで

あり、ガラスの表面を 0 とした。Fig.1 より、分子薄膜の厚さ

が 140nm 程度であることが分かった。また、分子膜上に

おいて数百ナノメートルの凹凸が観測されたことから、蒸

着した分子が巨大なグレインを形成していることが示唆さ

れる。 
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